DESY NANOLAB.

Wir gehen ins Detail

Das DESY NanolLab bietet Industrieunternehmen erfahrener Wissenschaftler kdnnen Sie Einblicke in kleinste
den Zugang zu einzigartigen laborbasierten Strukturen gewinnen und Materialien, Materialoberflachen

Charakterisierungsmethoden, die komplementar und Prozesse auf Mikro- und Nanoskala untersuchen oder
zu den Rontgenstrahlungsquellen an den DESY ihre chemische Zusammensetzung bestimmen.

Teilchenbeschleunigern agieren. Mit der Unterstiitzung

Leistungen

EXPERTISE AUSWERTUNG

Bei Bedarf kénnen Sie alle Ergebnisse lhrer
Untersuchungen auch direkt vor Ort von unseren
Experten auswerten lassen.

Die Experten des DESY Nanolab unterstitzen Sie

mit ihrer langjéhrigen Forschungserfahrung und
wissenschaftlichen Expertise bei der Beantwortung
der unterschiedlichsten Problem- und Fragestellungen.
Wir bieten lhnen:

eine dedizierte Laborinfrastruktur

fundierte Fachkenntnisse international renommierter
Experten

umfassende Beratung im Vorfeld

Uberpriifung der technischen Machbarkeit

ANALYSE

Einzigartige Einblicke in

Materialwissenschaften und Nanotechnologie
Werkstoffe der IT, der optischen, chemischen und

pharmazeutischen Industrie .

diinne Schichten und Oberflachen INNOVATION &

Grenzflachen TECHNOLOGIE
TRANSFER _




Analysemethoden

Spektroskopie:

> Rontgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS)
> Oberflachensensitive Elementanalyse
> Oberflachensensitive Analyse der
chemischen Bindungszustande

Beispielhafte Auswertung

Réntgen-Photoelektronen-
Spektroskopie (XPS) von
Rhodium-Nanopartikeln mit
PartikelgroBen-abhangigem
Oxidationsgrad

Intensitat
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310 308 306 304
Bindungsenergie (eV)

AFM Oberflachen-
Topographie einer mit
Rhodium-Nanopartikeln
bedeckten Oberflache

Rontgenbeugung:

> Roéntgen-Diffraktometer
> Bestimmung der kristallinen Struktur und
vorhandener Phasen
> Ro&ntgen-Reflektometer
> Schichtdickenbestimmung, Bestimmung von
Oberflachen- und Grenzflachenrauheiten

Mikroskopie:

> Hochauflésendes Rasterelektronenmikroskop
(SEM)
> Abbildung von Materialoberflachen auf Mikro-
und Nanometerskala
> Chemische Elementanalyse der Oberflache
> Kombinierte Rasterelektronen- und optische
Mikroskopie
> Abbildung von isolierenden Proben ohne
Oberflachenbeschichtung
> Rasterkraftmikroskop (AFM/STM)
> Abbildung der Oberflachentopographie auf
Nanometerskala
> Polarisationslichtmikroskop
> Fokussierter lonenstrahl (FIB)
> Materialbearbeitung auf Mikro- und Nanoskala
> Probenpraparation
> 3D Nano-Tomographie
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